UNIVERSIDAD
POLITECNICA

DE VALENCIA SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA _AI?QUISICION DE UN
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISION DE ALTA
RESOLUCION CON EDS

1.- Condiciones generales

Se solicita la adquisicién de un microscopio electronico de alta resolucién de 200 kV, con cafién
de emision de campo, equipado con unidad STEM, detector HAADF, microandlisis de rayos X
por EDS y camara CCD de alta resolucion para la adquisicion de imégenes.

El equipo ha de ser capaz de aceptar en el futuro el crecimiento a otras técenicas relacionadas con
la imagen y el andlisis en alta resolucién, tal como el EELS.

Junto con la presentacion de la oferta, las firmas que se presenten a este concurso aportardn una
declaracion de conformidad de las instalaciones actuales del Servicio de Microscopia respecto a
las prestaciones de los equipos con que concursan. En caso de detectar alguna anomalia que
restringa la capacidad final de dichos equipos, deberan notificar en qué grado y de qué forma es
evitable,

La oferta debe incluir el transporte, instalacién y puesta en marcha.

La oferta también debe incluir dos cursos de formacién: uno inmediatamente posterior a la
instalacion dirigido a los técnicos del Servicio para capacitarlos en la utilizacién bésica de todos
los sistemas del equipo. El segundo curso tendra lugar en una fecha acordada por ambas partes
durante los tres y seis meses posteriores a la instalacién. Su objetivo serd la formacién en
aplicaciones mas complejas tanto a los técnicos como a los usuarios avanzados.

Garantia minima de dos afios.

La firma adjudicataria ha de asegurar la presencia de un Servicio de Asistencia Técnica en Espafia
con un tiempo de respuesta no superior a una semana. En caso de requerir asistencia técnica de
personal extranjero, los cargos imputables por traslado no incluirdn los realizados fuera del
territorio espaiiol.

La firma adjudicataria deberd tener el equipo instalado antes del 15 de junio de 2012.

2.- Especificaciones Técnicas

Las caracteristicas y los requisitos minimos del equipo se detallan a continuacién:
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Composicion del Equipo:

- Equipo Basico 200 kV con Catodo de Emisién de Campo.
- Portamuestras.

- Médulo de barrido STEM, con detector HAADF,

- Sistema de Microandlisis de Rayos-X (detector EDS).

- Camara Digital CCD 2k X 2k

A continuacion se indican las caracteristicas y prestaciones de cada una de las partes
anteriormente citadas:

¢ Equipo Basico 200 kV con Catodo de Emisiéon de Campo:

- Filamento de emision de campo (Schottky)

- Resolucion punto a punto 0.24 nm.

- Resolucién en linea 0,102 nm.

- Tension de aceleracidn ajustable entre 80, 100, 120, 160 y 200 kV.

- Optica electronica dotada de lentes condensadoras, objetivo y proyectoras con todos los
parametros de alineacion memorizables y conjunto de aperturas correspondientes a cada una de
las lentes.

- Aumentos desde 50x a 1.030.000 x

- Goniometro eucéntrico motorizado en 5 ejes.

- Inclinacién méxima eucéntrica de + 25°

- Sistema de exposicion de baja dosis.

- Sistema de alto vacio del orden de 10® Pa en cafién y 10° Pa en c4mara de muestras. Dotado de
valvula automdtica entre cafidn y columna para prevenir pérdidas de vacio durante el cambio de
muestras. Dotado de trampa fria para la observacion de las muestras.

- Sistema de control del microscopio y todos sus parametros por ordenador bajo entorno
Windows. Capaz de incorporar el manejo de cualquier nuevo detector o aplicacién que se
adquiera en el futuro.

s Portamuestras:
El equipo dispondra de un portamuestras standard de inclinacién simple y de uno de doble
inclinacién analitico con bajo background, ambos dirigidos por el controlador de motorizacidn del

goniometro.

También se servird un portamuestras de alto dngulo de + 60° para uso en tomografia.
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o Modulo de barrido STEM, con detector HAADF:

Incluye las bobinas de deflexién del haz y la electronica de control, asi como el software
necesario para su operacién. Modos de barrido: imagen, linea, punto y control externo.

Sistema de adquisicién de imagen STEM a 1280x1024 pixeles.

Detector anular de alto dngulo y campo oscuro (HAADEF) con resolucién de 0,2 nm.

¢ Sistema de Microanalisis de Rayos-X (detector EDS):

Detector de rayos-X motorizado y libre de mantenimiento con nitrégeno liquido.

Detector de Si de 80 mm? de 4rea activa y motorizado para la introduccién y retirada de la cimara
del microscopio. Con ventana Super Ulira Delgada y con colimador incorporado para detectar
elementos ligeros a partir del Be.

Resolucidn de 127 eV en la linea Ka del Mn a 20.000 cps.

Libre de nitrégeno liquido, libre de vibraciones termoeléctricas y refrigerado por efecto Peltier.

Procesador digital de pulsos.

Moédulo de adquisicion y digitalizacién de la sefial de rayos-X desde el detector. Con una
estabilidad garantizada para que la posicién del pico y la resolucion tengan una variacidon menor
de 1 eV entre 1000 y 100.000 cps.

Capaz de mantener su eficiencia hasta las 200.000 cps.

Sistema de control del haz y captura de imagen del microscopio:

Generador digital de barrido lento. Proporciona el control digital del haz del microscopio
electronico para la adquisicidén de las sefiales de video y de rayos-X. Permite la captacion y
presentacion de la imagen de rayos-X. Este software permite el mapping cuantitativo de rayos-X a
alta velocidad, permitiendo procesar cada pixel de un mapa multielemental de rayos-X aplicando
correcciones de background, k-ratio o d¢ la matriz total.

Software para el analisis de los espectros EDS, mapeo y presentacion de resultados:

Permite la adquisicién de espectros y el andlisis cuantitativo y cualitativo., tanto de zonas
puntuales como areas de tamafio seleccionable por el usuario utilizando una imagen capturada
como guia

También ha de mostrar la distribucion espacial de los componentes de la muestra (mapeo) y
facilitar la exportacion de las imagenes obtenidas.

Permite la correccion de deriva del haz en microscopios con la unidad STEM.

¢ Camara digital de alta resolucion:

Céamara digital de 4 megapixeles (2k x 2k), acoplada a través de fibra dpticacon velocidad de
lectura TV. Camara CCD de entrada inferior con capacidad total de retraccidén. Para reducir 41
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ruido y los artefactos de la imagen, el chip CCD se enfria mediante Peltier. Caracteristicas
principales de la cAmara:

Formato CCD: 2048 x 2048 pixels

Tamafio de pixel 7.4 x 7,4 um?2

Tipo de centellador: fosforo de alta resolucidn.

Rango dinamico: 14 bit

Binning: 1x, 2x, 4x.

Area activa del CCD: 15 x 15 mm.

La camara se controla con el software Digital Micrograph, que también se encarga del procesado
de imagenes.

Valencia, & [ AL ) Do

Fdo.: i
JPECPONSRRL T /1D

SERVICIC DE MICROSCOPIA ELECTRONICA Comim de Yom, s/n®. 46022 VALENCIA = Tol 96387 77 35 » Fox 96387 70:09
Edtall: microe@upinetupy.es




